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Priufung keramischer Roh- und Werkstoffe - Direkte Bestimmung der Massenanteile
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Inhalt Seite
EUrOPAISCRES VOIWOTIL ...t r s e e s s s sss e e s e s s s me e e s e e s s anmn e e e e e eesa e e e e e eesanssnnmnnnennnsann 4
1 AnwendungsbereiCh ......... e ————————— 5
2 Normative VerweiSUNQGEN .......ccccciiiiiiiiiiiiinissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 5
3 7= ) 5
4 Kurzbeschreibung ... 5
5 85 o =T L o5 1= T 6
6 PrifeinriChtung ...... ..o e mn e e e e e e e e e e e mmne s 7
7 Reagenzien und Hilfsmittel ...........oooo i 8
8 Probenahme und Probenvorbereitung ..........ccccociiimiiiiiccccecries s cscsee e ssssese e e snmnees 9
9 G 1T = 1 T 9
10 DUFChfURIUNG oot 10
11 Emissionslinien und Arbeitsbereich ........ccccooiiinnis e ——————— 1

12 Berechnung der Ergebnisse und AUSWEItUN( .........coooiiimmmmnnininnceseer s ssnenes 1

13 Angabe der ErgebniSSe ... sssne e ssnme e nnn s 12
14 - .4 = Lo o 12
141 WiederhOoIPraziSion ... s e a e nn e 12
14.2 VergleiChPraziSion ... 12
15 PrifberiCht ... s 12
Anhang A (informativ) Ergebnisse des Ringversuches .........ccccoociiniicmniniinsness e 14
Anhang B (informativ) Emissionslinien und Arbeitsbereich ..........cccooiiiirincec s 19
Anhang C (informativ) Mogliche Storungen und ihre Beseitigung ........cccccveiccciiemriniicccccceecee s 21

CcA1 N 1T =T 5 = 1 = 21

C.2 Spektrale StOrUNGEN ... ———————— 21

C.21 LT TT=Y a1 0] 4 VAT =Y o =] o 21

C.2.2 (== Ta Lo [T 01 CoT1 ¥4 To [T 0 - o L 21

C.2.3 UntergrundbeeinflUSSUNQG ... e 22
C.24 Linienumkehr, Selbstabsorption ... 22
C.25 =Y 0 53 1 = 1 41 LT T 22
C.3 Nicht-spektrale StOrUNGEN .........cccciiiricriiierrrrrrs e e e e e e ee s smn e e e e e e e smn e e e s mme e s smnn s 22



C.31 Storungen durch die physikalischen Eigenschaften der Probe ............cccoovemiiiiiccccccecceennnn, 22

C.3.2 Stérungen durch Ablagerungen ... —————— 22
C.3.3 Stérungen durch Verschleppen ... 22
C.34 IoNISAtIONSSIONUNGEN ..o s s s s 23
C.3.5 Anderung der elektrischen Einkopplungseffizienz ...........cccoovcivmiinniinnnseeaee 23
C4 SchluSSTOIGErUNG ...cceeiiiiiieiii i e 23
Anhang D (informativ) Angaben zur Bewertung der Unsicherheit des Mittelwertes ..........c.ccccecerrnnees 24
Anhang E (informativ) Handelslibliche zertifizierte Referenzmaterialien ...........ccccooeeeirrrceciiinccceennenes 25

Anhang F (informativ) Kalibrierung unter Verwendung wassriger Losungen und pulverférmiger

Kalibrierproben ... ——— 26
LiteraturhiNWeISe ......cciiiiiii i e e 29
Bilder
Bild 1 -- Schematische Darstellung der ETV-GasflliSSe .........ccccureecierrrrsmrrirsssreessssme e s s sme e s sssme s ssssmeessnsnes 6
Bild 2 -- Schematischer Aufbau der ETV-Einheit/ICP-OES-Kopplung (Beispiel) .....ccccccccerriiiicccimnceennnnn. 7
Bild 3 -- Schematischer Aufbau des Ubergangsbereiches zwischen Graphitrohr und Transportrohr

==Y L o T ) 7
Bild F.1 -- Gemeinsame Kalibrierfunktionen, erhalten mit eingetrockneter wassriger

Kalibrierlosung und pulverformigen Kalibrierproben ..........cocovciiiiiiiinniiccrneeeenen 28
Tabellen
Tabelle A.1 -- Prazisionsdaten fiir die Siliciumcarbid-Probe ,,nmp1" ..........cc s 15
Tabelle A.2 -- Prazisionsdaten fiir die Siliciumcarbid-Probe ,,628" ............oo e 16

Tabelle A.3 -- Prazisionsdaten fir die Siliciumcarbid-Probe ,,8517" und Vergleich mit ZRM BAM-

511 7 S 17
Tabelle A.4 -- Fiir die Siliciumcarbid-Proben ,,nmp1", ,,628" und ,,8517" erhaltene Prazisionsdaten,

zusammengefasst in Bereichen ............ i 18
Tabelle B.1 -- Empfohlene Emissionslinien und Arbeitsbereiche ..........cccommriiiicccn e 19



		2026-06-24T06:17:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




